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EMENTA 

● Unidade I – Descrição e Características dos sistemas de medição; 

● Unidade II – Tipos, estimativas e avaliações dos erros nas medições;  

● Unidade III – Métodos, procedimentos e normas para calibração dos sistemas de medição;  

● Unidade IV – Ensaios e testes convencionais; 

● Unidade V – A microscopia para identificação das propriedades dos materiais; 

● Unidade VI – A metalografia para identificação das propriedades dos materiais; 

● Unidade VII – Automatizando os ensaios e testes, utilizando a Instrumentação Virtual 

OBJETIVO GERAL 

● Identificar, descrever e correlacionar os diversos tipos de ensaios e testes de materiais; 

● Estudar as ferramentas de metrologia industrial e tratamentos de dados utilizados nos ensaios e testes; 

● Apresentar as técnicas de metalografia para identificação das propriedades dos materiais; 

● Apresentar a instrumentação virtual como ferramenta de desenvolvimento de bancadas e testes. 
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